OZNAMENT & 08/08

Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi
0 statnim etalonu

Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi podle § 13 odst. 1 pism. h)
zékona €.505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisii oznamuje, Ze etalon

délky,

jehoZ udrzovanim je povéfen Cesky metrologicky institut, Laboratofe priméarni metrologie,
Praha, byl schvélen jako statni etalon Ceské republiky.

Sestava etalonu tvofi femtosekundovy generator hfebene optickych frekvenci, jodem
stabilizované lasery 633 nm, 543 nm a 532 nm, acetylénem stabilizované lasery 1542 nm,
interferometricky komparator IK-1 a interferometr pro dlouhé koncové mérky IDKM véetné
piislulenstvi a diagnostickych zatizeni ke viem témto uvedenym etalontim.

Do sestavy etalonu byly zafazeny stétni etalon vinové délky 633 nm (schvalovaci protokol &. 5)
a statni etalon vlnové délky 543 nm (schvalovaci protokol ¢. 26). Z tohoto divodu pozbyvaji
statut samostatného statniho etalonu.

Zakladni metrologické parametry jsou:

veli¢ina rozsah/hodnota nejistota (k=2)
Opticka frekvence (280 az 600) THz 3x 107 rel.
Vakuova vInové délka 632,991 212 561 nm 4x 10" rel.
Vakuova vlnova délka 543,515 663 612 nm 1x 10" rel.
Vakuova vinova délka 532,245 036 104 nm 4x 107" rel.
Vakuova vinova délka 1542,383 712 37 nm 5x 107" rel.
Velikost posunuti do 1,5m Inma 107 rel.
Délka koncové mérky od 100 mm do 1000 mm 70 nm a 85x10” rel.

Dalsi technické tdaje veéetné metrologickych charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacim
protokolu €. 36 ze dne 1. unora 2008, uloZeném v odboru metrologie UNMZ a v tseku
fundamentalni metrologie Ceského metrologického institutu v Praze.

Etalonu je ptidéleno kdédové oznaceni ECM 110 - 1/ 08- 036.
Garantem etalonu byl ymenovan RNDr. Petr Balling.
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